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フラッシュメモリの電気的特性確認サービス
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長年培ってきたノウハウをもとに、お客様が使用されますフラッシュメモリでお困りのこと（例えば、書けない／読め
ない）に対して、電気的特性の確認を支援させて頂きます。
フラッシュメモリの機能不良をサプライヤに認めさせるには、不良再現条件を提示する事が近道です。フラッシュメモリ
の不具合で、お困りではないですか。

電気的特性試験にて不良現象を再現させるお手伝いをさせて頂きます

部品不具合の他、フラッシュメモリの使い方によっては、期待した信頼性や寿命が満たせなくなってしまう場合があり
ます。（アクセス頻度、アクセス偏り、アクセス種類、通電時間、周囲環境 等によるデータ化けや短寿命化）

サポート概要

ヒアリング
お客様がお困りのことについて、問題の発生状況・特筆すべき点・解決したいこと等を
ご支障のない範囲でお聞かせ下さい。
当社技術者にて、ご相談を承りサポート内容を調整させて頂きます。

ヒアリング

一次診断
ヒアリング結果をもとに、フラッシュメモリ単体を専用ROMテスタにて動作確認します。

専用ROMテスタ 温度調整機

動作確認（例）

・データが読めるか
・不良アドレスの特定（データが読めた場合）
・温度依存性の確認
・電源電圧依存性の確認
・消せるか／書けるか（状況に応じて実施）

二次診断（加速試験後）
一次診断で不良現象が確認できなかった場合、ヒアリング結果、及び一次診断を更に深堀
りした加速試験や負荷試験を行い動作確認をします。
（状況によりカスタムの試験環境が必要となります）

各種環境試験槽 エージングボード（カスタム）

診断結果のご報告 診断結果のご報告
一次／二次診断結果をお客様のご希望に沿うフォーマットにてご報告致します。

二次診断

一次診断

波形観測

オプション：不具合メカニズムの考察も可能です。

当社では、ノートPCやデスクトップPC、ワークステーション、サーバ／ストレージに至るまで、様々な用途に合わせた
フラッシュメモリの故障解析を行ってきた経験を活かした特性確認の提案を致します。
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フラッシュメモリの電気的特性解析における事例

解析事例１：ループ解析で間欠的不良現象を確実に捉える

間欠的な不良発生

解析事例２：お客様使用条件でエージングを行い、間欠的に発生する不良アドレス／ビットを抽出

環境試験槽 エージングボード

（カスタム）
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